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Probabilidad y Estadistica, Aplicado a Metrologia

Fecha: 27 de octubre, 2020

Instructores:
Por confirmar

Temario:

UNIDAD 1. Conceptos basicos de Probabilidad
1.1 Conceptos
1.2 Operaciones (Interseccidn, Ocurrencia, Condicional y Teorema de Bayes)
UNIDAD 2. Estadistica
2.1 Error
2.2 Teorema de limite central
2.3 Medidas estadisticas (media, mediana, moda)
UNIDAD 3. Distribucién Normal y funcién de densidad
3.1 Medidas de dispersién
3.2 Histogramas
3.3 Propiedades y Funciones de densidad
UNIDAD 4. Aplicaciones en Metrologia
4.1 Concepto de Incertidumbre
4.2 Regresion lineal
4.3 Error Normalizado
4.4 EstudiosryR.

ECONOMIA



